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１．はじめに

・ステンレスのスポット溶接がうまくいかない．・銅

の電気接点に小さい異物が付着して接触不良を生じた．

・ブローチの表面に褐色の斑点が生じた．・プリント基

板の電極が変色した．これらは日常よく起こるトラブル

である．また，・シリコンウエハーの酸化膜形成条件を

決めるため，水素の深さ方向分布を知りたい．・半導体

製造装置の配水管の素材を決定するのに，ウエハー最表

面の残留元素を知りたい．・蒸着で作った薄膜が予測と

異なる特性を示した．・添加元素の濃度分布を制御して，

傾斜機能金属材料を開発したい．・金属材料に耐食性を

もたせるための表面処理法を開発したい．これらは新技

術，新材料を開発しようとする積極的な試みである．

トラブルの解決や開発に当たり，やみくもに種々の対

策を講じて，その中から最適のものを見出すやり方では，

非科学的で手間も時間もかかって素早い対応ができない

し，経費も高くつく．その上新たに不都合が生じたとき，

また手探りで対策を考えねばならない．

材料に関するトラブルの原因考察や，思いがけない測

定結果の解析，材料技術の進展等は，材料の該当個所に

どういう元素が，どんな状態で，どれだけ存在し，その

部分の構造がどうなっているのかを調べること，すなわ

ち分析からスタートする．そこに不審な元素があれば，

製造・処理工程のどこで入ったかを検討しなければなら

ない．またその箇所にあってはならない化学結合状態が

見つかれば，工程をたどって，それがなぜ生じたかを考
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えればよい．

分析法は実に数多くあるので，ほ

ように最適の方法を選ぶ必要がある．

分析法は実に数多くあるので，ほしい情報が得られる

ように最適の方法を選ぶ必要がある．本稿を執筆したの

は，そのために少しでも役立つ資料になればと願っての

ことである．紙数が限られているので，ここでは対象を

無機材料の分析法に絞ったが，筆者の専門から，その中

でも表面分析にやや重きを置くことになった．他の方法

との違いや特徴を中心に，最表面層（最表面および表面

の数原子層）の分析法，表面層（表面の厚さ数10“ｍの

層）の分析法，およびバルク（材料の内部または全体の

平均）の分析法の主なものを，数式を使わずに説明した．

さらに各分析法の特徴を一見して比較できる表および．

目的に応じて分析法を決定するのに役立つフロー図を最

後に付け加えた．

２．分析法の分類

無機材料の分析法だけを見ても数十種類に上る．分析

は，材料に何らかの働きかけ（励起）をし，それに対す

る材料の応答（信号）を検知することにより行われる．

それゆえ励起に用いる手段と，信号検出に用いる手段に

よって分析法を分類するのが通例であり，筆者もこれま

でそれに従ってきた'）．

しかしこの分類法を見ただけでは，各々の分析法で材

料について何がわかるのかが明らかでない．それゆえ，

材料からどんな情報を取り出すか（何を測定するか）の

観点から，表lのように分類する方が良い．①は全て質

量分析法である．材料中の原子をイオンとして取り出し，
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図１６無機材料の分析・評価法を選ぶためのフローチャート
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